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Sonde – Probe – Wechselwirkungen

Nanoskalige Experimente

Mikroskopie



Nanoanalysis Probing physical, chemical or biological
properties at the nanometer scale

Microscopy Repeating analytical experiment at any 
image point one after the other or in parallel

Nanoscale Averaged data from diffraction, individual
information data from microscopy
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Rastersondenverfahren

- Experimente auf Nanometerskala
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Scanning force microscopy (SFM/AFM)
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Scanning near-field microscopy (SNOM)
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Molekulare Zytogenetik: Fluoreszenz in situ-Hybridisierung
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STM tip before and after a sparc at 600 V
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Nanomechanical Testing usingNanomechanical Testing using SPMSPM





48 iron atoms on copper (111)
     Crommie, Lutz and Eigler, IBM,1993
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Zusammenfassung

ØRastersondenverfahren sind Auslöser, 
Wegbereiter und wichtigstes analytisches 
Werkzeug der 
Nanostrukturforschung/Nanotechnologie

ØWeiterhin nicht erschlossene Verfahren 
kombinieren eine hohe räumliche und zeitliche 
Auflösung oder bieten tomographische 
Abbildungsmöglichkeiten




